M+ K-Basiskurs: Kristallographie und Beugung

Vorlage 1.2

Uberblick: Problem - Methode - Information
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Methode m < M &g O M A X MHA s A
I. | NMR/ESR-Spektroskopie O @O @ 0y O (0)
IR /Raman-Spektroskopie (0) (0) O O O
UV /VIS-Spektroskopie O (0) (o) ¢
Elektronenspektroskopie
(ESCA,XPS,UPS,AES,EELS) o 0O O o @ O
Rontgenspektroskopie
(XRF, AEFS, EXAFS) @) @ O O @ O
MoBbauer-Spektroskopie (0) (0) O
III. | Optische Mikroskopie o @ (@O o 0O
Rastersondenmethoden (AFM, STM) O o 0O 0O O
Elektronenmikroskopie (EM) o 0o 0O O O O @
II. |Elektronenbeugung (0) o o o o
Rontgenbeugung (0) (0 O @O o o o d
Neutronenbeugung O O 0o O O
| ] 7?7 I gas | flissig | fest |
Identifi- IR, Raman @
zierung von UV/VIS ©
Substanzen Mikrowellen® NMR @ | MAS-NMR @
=0 (’Fingerprint’) UPS @
= MS © MS/SIMS @
B Pulver-Diffraktometrie ®
éﬁ Mikroskopie ®, Elektronenmikroskopie @
g AFM/STM @
c% Thermoanalyse (TG/DTA/DSC) ©®
Z 1| funktionelle IR, Raman @
N Gruppen UV/VIS ®
NMR @ MAS-NMR @
MoBbauer @
MS ©® MS/SIMS @
.| Symmetrie IR, Raman @
= Mikrowellen @ | NMR® | MAS-NMR @
= NQR ®
53: Elektronenbeugung @ | Rontgenbeugung ©
v Neutronenbeugung @
- EXAFS @
2| Geometrie Mikrowellen @ LC-NMR ©
5 (Absténde, || Elektronenbeugung® EXAFS @
EO Winkel) | Einkr.-Beugung (Rontgen @, Neutronen @)
o | Elektronen- UV/VIS ©®
S| struktur UPS @ [ XPS®@ | UPS, XPS @
% ESR
&5 MoBbauer @
Einkr.-Beugung (Réntgen @, Neutronen @)
g Schwin- IR, Raman ®
%] gungen, [ NMR ®© MAS-NMR @
S Phononen inelast. Neutronenstreuung @

physikalische und chemische Eigenschaften: div. Methoden

®: in den meisten Labors/Instituten verfiighar; @: in einigen Instituten verfiighar; ®:
in wenigen Instituen verfiighar; @: teure Spezialausriistung erforderlich.



